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１．概要（Summary） 

Nd:YVO4 レーザーで表面処理したポリエーテルエ

ーテルケトン（PEEK）の表面性状の解析することを

目的に、レーザー処理を施した円柱状 3試料の X線光

電子分光法を用いた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

X線光電子分光装置(XPS) 

【実験方法】 

円柱状 3試料（直径 10 mm、厚さ 4 mm）表面性

状を解析するため X 線光電子分光法を用いて組成分

析を行った。注目する元素はカーボン(C)、酸素(O)、

窒素(N)、チタン(Ti)、アルミニウム(Al)である。各々

の軌道のピークを観察し、考察を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1ではすべての PEEK表面は C 1sおよびO 1s

ピークを示し、サンドブラスト処理された群では Al 

2pピークが、レーザー処理された群では Ti 2pおよび

N 1sピークが観察された。 Fig. 2は、3つの PEEK

表面の C 1sスペクトルを示す。 無処理群の C 1sス

ペクトルと比較して、サンドブラストおよびレーザー

溝処理群の C-Oおよび C=Oピーク（286.0〜289 eV）

はより強かった。 

 

 

Fig. 1. Wide-scan spectra of (A) no treatment, (B) 

sandblast treatment, and (C) laser treatment PEEK 

surfaces by XPS. 

Fig. 2.  1s spectra of (A) no treatment, (B) 

sandblast treatment, and (C) laser treatment PEEK 

surfaces by XPS. 
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